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Abstract (en)
Microscope (100), especially a stereomicroscope, for simultaneous observation of an object by a first and a second viewer comprises a main
objective (2) and deviating elements for deviating an observation beam path running parallel to the optical axis (2a) of the main objective into a
first plane (I) extending at an angle to the optical axis and then into a second plane (II) extending parallel to and above the first plane. A separating
device (7) separates an observation beam path of the second viewer from the observation beam path of the first viewer. A deviating device (20)
deviates the observation beam path of the second viewer into a third plane (III) extending parallel to the first and second planes. The second plane
lies between the first and the third planes.

Abstract (de)
Mikroskop, insbesondere Stereomikroskop, zur Simultanbeobachtung eines Objektes durch einen ersten und einen zweiten Beobachter,
mit einem eine optische Achse (2a) aufweisenden Hauptobjektiv (2) und Umlenkelementen (5, 6, 7) zum Umlenken eines parallel zu der
optischen Achse (2a) des Hauptobjektivs (2) verlaufenden Beobachtungsstrahlenganges in eine erste Ebene I, welche sich unter einem Winkel,
insbesondere im wesentlichen senkrecht, zu der optischen Achse (2a) des Objektivs (2) erstreckt und anschließend in eine zweite Ebene II,
welche sich im wesentlichen parallel zu der ersten Ebene I oberhalb von dieser erstreckt, und einer Auskopplungseinrichtung (7) zur Auskopplung
eines Beobachtungsstrahlenganges des zweiten Beobachters von dem Beobachtungsstrahlengang des ersten Beobachters, wobei eine
Umlenkeinrichtung (20) zur Umlenkung des Beobachtungsstrahlenganges des zweiten Beobachters in eine dritte Ebene III, welche sich im
wesentlichen parallel zu der ersten und der zweiten Ebene I, II erstreckt, und die zweite Ebene II zwischen der ersten Ebene I und der dritten Ebene
III liegt. <IMAGE>
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